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Sposob ciaglego pomiaru zawarto$ci substancji czymiej
w procesie nanoszenia warstw Swiatloczulych i magnetycznych
na podloze przezroczyste
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Przedmiotem wynalazku jest sposéb cigglego po-
miaru zawartoSci substancji czynnej w procesie
nanoszenia warstw $§wiatloczulych i magnetycz-
nych na podloze przezroczyste.

Zawarto§¢ i ré6wnomierno§é naniesienia halogen-
kéw srebra i tlenkéw zelaza w materialach $§wia-
tloczulych i magnetycznych ma zasadnicze znacze-
nie, decyduje bowiem o ich wtaSciwoSciach foto-
graficznych i elektroakustycznybh. Znane dotych-
czas metody okreSlania zawartoséci substancji czyn-
nej, mozna podzieli¢ na metody okresowych préb
i metody ciggte.

Metoda okresowych prob polega na analitycz-
nym okreS§laniu zawartoSci srebra lub zelaza na
jednostce powierzchni w kolejno pobieranych pré-
bach, wzglednie na pomiarze mikrometrycznym
grubosci warstwy. W praktyce przemyslowej sto-
suje sie cjanometryczng , kolorymetryczng lub po-
tencjometryczng metodg oznaczen.

Sposoby te posiadaja szereg wad jak np.: ko-
nieczno$¢ wycinania préb w oblanym materiale,
co niejednokrotnie ogranicza mozliwosci kontroli,
daja fragmentaryczng informacje o zawarto§ci
substancji czyx_mej w nakladanej warstwie, uzy-
skane informacje sg opéZnione od 15 do 30 min.
co zmnijejsza mozliwo$¢ skutecznej interwencji w
wypadku wystapienia odchylen od warto§ci za-
danej. .

Znane metody ciagle oparte sa na pochlanianiu
przez warstwe mierzong promieniowania izotopo-
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wego. Polegaja one na okre§laniu zmian natezenia
promieniowania izotopowego, wywolanych pochla-
nianiem i rozpraszaniem promieniowania w war-
stwie mierzonej. Metody te sg bardzo kosztowne,
a ich eksploatacja wymaga odpowiedniego zabez-
pieczenia z uwagi na obecno$¢ preparatéw promie-
niotwoérezych.

Sposéb wedlug wynalazku nie ma opisanych nie-
dogodnoséei. Jest on metodg ciagla i polega na
okre§laniu zawarto$ci substancji czynnej przez po-
miar zmian natezenia promieniowania podczerwo-
nego o specjalnie dobranej dlugoSci fali, wywotla-
nych zmianami zawarto$ci halogenkéw srebra lub
tlenkéw zelaza w wylewanej warstwie materialu
Swiatloczutego lub magnetycznego. Dlugo$§¢ pro-
mieniowania podczerwonego dobiera sie w zakre-
sie dlugosci fal, dla ktérego zaznacza sie¢ minimum
pochlaniania promieniowania przez wszystkie uzu-
pelniajace skladniki mierzonych warstw to jest ze-
latyne, wode i rozpuszczalniki organiczne. .

Pochlanianie i rozpraszanie $wiatla przez halo-
genki srebra i tlenki Zzelaza, jest w szerokim za-
kresie dlugosci fal stalte i bliskie 100%. Wymagana
dlugo$é promieniowania uzyskuje sie stosujac Zréd-
lo §wiatla bialego z filtrem przepuszczajacym za-
dany zakres widma w granicach 0,9—1,2p. Po
przejéciu przez badang warstwe strumiefn promie-
niowania podczerwonego ogniskowany jest na czuj-
niku, kté6rym moze by¢é w zasadzie kazdy fotoele-
ment o odpowiedniej czuloSci w bliskiej podczer-
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wieni. Czujnik umieszcza sie w ogniskowej obiek-
tywu, ktérego zadaniem jest zogniskowanie stru-
mienia oraz zabezpieczenia fotoelementu od wply-
wow zewnetrznych.

Czujnik oraz zrédlo promieniowania podczerwo-
nego nalezy umieSci¢é mozliwie najblizej miejsca
formowania warstwy, jednakze w punkcie gdzie za-
tracila ona juz charakter plynny.

W wyniku pochtaniania i rozpraszania promienio-
niowania w warstwie mierzonej, uzyskuje sie zmia-
ny pragdowe w fotoelemencie proporcjonalne do za-
wartosci substancji czynnej.

Dla uzyskania wymaganej dokladno$ci pomia-
ru jinny by¢ zapéwpione nastepujace warunki:
stabilno$é Zrédia §wiatla zaréwno pod wzgledem
intensywnoseci jak i skladu spektralnego, zacho-
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wanie stalej odlegloSci zrodila Swiatla oraz czuj-
nika pomiarowego od mierzonej warstwy, stalosé
nachylenia osi obiektywu w stosunku do plaszczyz-
ny warstwy mierzonej. Optymalne warunki uzy-
skuje sie przy kacie 90°.

Zastrzezenie patentowe

Sposdb- cigglego pomiaru zawarto$ci substancji
czynnej w procesie nanoszenia warstw $wiattoczu-
tych i magnetycznych na podlozu przezroczyste,
poprzez pomiar zmian natezenia promieniowania
podczerwonego przechodzgcego przez badang war-
stwe i ogniskowanego w fotoelemencie, znamienny
tym, ze do pomiaru stosuje sie fale promieniowa-
nia podczerwonego o diugoSci pomiedzy 0,9 a 1,2u.

WDA-1. Zam. 3399, Naktad 230 egz.
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